Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne spektrometru FTIR
Tabela 1

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez 

          oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Model i typ urządzenia
	
	

	2.
	Rok produkcji
	2008
	

	3.
	Producent urządzenia
	
	

	4.
	Kraj producenta urządzenia
	
	

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Tabela 2

	Lp.
	Wymaganie 
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3

	1
	Dwa źródła promieniowania wybierane i przełączane komputerowo: lampa wolframowa na zakres 27 000 – 2000 cm-1 oraz źródło ceramiczne na zakres 9600 – 20 cm-1, nie wymagające chłodzenia wodą. Temperatura źródła kontrolowana elektronicznie, układ sterujący pozwalający na pracę w 3 trybach: oszczędnościowym, standardowym i maksymalnej energii.
	

	2
	2 dzielniki wiązki (beamsplittery): Ge/KBr na zakres 7800 – 350 cm-1; quartz na zakres 27000 – 2800 cm-1. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju beamsplittera przez system. Miejsce na przechowanie 2 zapasowych beamsplitterów wewnątrz aparatu w głównym przedziale optyki.
	

	3
	Dwupozycyjny, komputerowo sterowany układ wyboru detektorów.
	

	4
	Odchylana pokrywa przedziału detektorów umożliwiająca łatwy dostęp i wymianę detektorów.
	

	5
	Detektory: DLaTGS z okienkiem KBr na zakres 12 000 - 350 cm-1  (170 kHz), z termostabilizacją układem Peltiera, MCT-A na zakres 11700-600 cm-1 (175kHz), Si na zakres  27000 – 8600 cm-1 (170kHz).
	

	6
	Zdolność rozdzielcza lepsza niż 0.1 cm-1.
	

	7
	Interferometr Michelsona 90º typu step-scan z dokładnością ustawienia lustra nie gorszą niż ± 0.2 nm, nie wymagający zasilania sprężonym powietrzem, odporny na wibracje i wpływ zmian temperaturowych, justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania.
	

	8
	Dostępne tryby pracy  step-scan: z modulacją amplitudy (m.in. do pomiarów elektroluminescencji lub fotoluminescencji przy wykorzystaniu wzmacniacza  synchronicznego),  z modulacją fazy (częstotliwość: 5 -1000 Hz, amplituda: 0.5 – 4.5λ​HeNe, ), z modulacją próbki, z modulacją wielokrotną, pomiary czasowo-rozdzielcze.
	

	9
	Modulacja fazy generowana przez przetwornik piezoelektryczny na lustrze nieruchomym.
	

	10
	Elektronika SST (równoczesnej techniki synchronicznej) do pomiarów step-scan i z modulacją polaryzacji.
	

	11
	Skanowanie liniowe z pomiarami dwukanałowymi (np. do IRRAS, VCD, VLD) z szybkością regulowaną w zakresie 0.0016 - 8.86 cm/s.
	

	12
	System automatycznego rozpoznawania, z poziomu oprogramowania, akcesoriów (co najmniej: ATR – Golden Gate, Miracle, SplitPea, DRITFS, Specular Reflectance, PAS) oraz elementów systemu takich jak detektory i beamsplittery.
	

	13
	Możliwość rozbudowy na dalsze zakresy spektralne. 
	

	14
	Apertura regulująca moc wiązki, w zakresie 0-100% co 1%.
	

	15
	Elementy układu optycznego montowane stabilnie na ławie optycznej za pomocą kołków pozycjonujących.
	

	16
	Monolityczne zwierciadła w układzie optycznym.
	

	17
	Poziom szumów (amplituda międzyszczytowa) niższy niż 10-5Abs (sygnał/szum > 50 000 :1) dla detektora DLaTGS przy rozdzielczości 4 cm-1 oraz apodyzacji trójkątnej, przy pomiarze 1min. 


	

	18
	Maksymalna szybkość zbierania danych nie gorsza niż 90 skanów/s dla rozdzielczości 16cm-1.
	

	19
	Układ optyczny szczelny i osuszany z okienkami oddzielającymi przedział próbek.
	

	20
	Podłączenia do przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem z  przewodami i regulatorem przepływu gazu.
	

	21
	Port do pomiarów emisyjnych z automatycznym przełączaniem lustra.
	

	22
	Automatyczny system wyprowadzania promieniowania do pomiarów w modułach zewnętrznych zarówno po prawej jak i lewej stronie jednostki podstawowej.
	

	23
	Zewnętrzny optyczny moduł pomiarowy mocowany na stałe, z płytą z siatką otworów do montażu elementów optycznych, o wymiarach wewnętrznych rzędu 50 x 50 x 30 cm, w przezroczystej zamykanej obudowie z opcją przedmuchu.
	

	24
	Komunikacja urządzenia z jednostką sterującą przez szybki port USB 2.0.
	

	25
	Zewnętrzny zasilacz (230V). 
	

	26
	32-bitowe badawcze oprogramowanie pracujące w  systemie Windows XP Pro PL:

· wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w czasie pomiaru)

· funkcja automatycznej optymalizacji sygnału na detektorze z poziomu oprogramowania

· funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów step-scan i dwukanałowych

· funkcje przetwarzania widma: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, wygładzanie, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów

· przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca

· tworzenie własnych bibliotek użytkownika

· wbudowany edytor do tworzenia raportów

· wbudowana, zintegrowana diagnostyka przyrządu 

· moduł spektralnej interpretacji widm

· oprogramowanie do budowania makroinstrukcji 
· oprogramowanie do pomiarów kinetycznych z modułem do wykresów trójwymiarowych

· moduł oprogramowania do dwuwymiarowej spektroskopii korelacyjnej 2DCOS.

 
	

	27
	Zestaw komputerowy nie gorszy niż: Pentium Core 2 Duo, 2GB RAM, HDD 160GB, SXGA 128MB PCI-E, Monitor 19" LCD, DVD+RW, mysz  optyczna, klawiatura, Windows XP Pro (PL), 1 port RS232, 6xUSB 2.0, drukarka laserowa HP Color lub równorzędna.
	

	28
	Okres gwarancji

minimalnie 12 miesięcy.
	

	29
	Szkolenie dwóch osób, w zakresie obsługi urządzenia oraz serwisu w siedzibie Zamawiającego.
	

	30
	Instrukcja obsługi wraz z dokumentację techniczną  w języku polskim lub angielskim.
	

	31
	Deklaracja zgodności  CE.
	

	32
	Test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
	

	33
	Termin dostawy – maksymalnie do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
	

	34
	Całość urządzenia objęta usługą serwisową przez instytucję z siedzibą na terenie Polski.
	

	35
	Dostępności wszelkich części zamiennych - minimum 10 lat od daty instalacji.
	

	36
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie co najmniej 10 lat.
	

	37
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie co najmniej 10 lat.
	


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 3 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
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